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Тематическое направление: Исследование влияния температуры на электропроводность 
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Аннотация 

Для водных растворов слабых электролитов исследована электропроводность при разных 
концентрациях и температурах. Для каждого электролита рассчитывали значения эквивалентной 
электропроводности λ = χ/С и строилась зависимость 1/λ = f(λС), экстраполяцией которой при С = 0 
находилась величина, обратная эквивалентной электропроводности при бесконечном разведении 1/λ∞ 
и само значение λ∞. Аналогично определяли значения λ∞

 при других температурах. Показано, что 
полученные экспериментальные данные описываются уравнением λ∞ = Аexp(-E/(RT)). 

 
 


